Laboratorny protokol ¢. 3

Vyhodnotenie parametru drsnosti

Pouzité vybavenie a materialy:

Profilometer Bruker Contour GT-X8
Software Vision64
Teoria:

Analyza drsnosti pomocou profilometru Bruker Contour GT-X8 je rychla a jednoducha.
Profilometer vyuziva princip bezkontaktnej optickej interferometrie.

Pracovny postup:
Nastavenie meracej metody profilometru

e Scanning speed: 1-5x (rychlost’ skenovania)

e Backscan: 50-100 pm (hodnota spatného chodu pred meranim)

e Lenght: 150-600 um (skenovana vyska)

e llumination: green (typ osvetlenia)

e Processing Method: VSI

e Objektiv: 5x

e Terms Removal: Tilt only (odstranenia vinitosti z nameranych dat)
e Data Restore: Legacy, 15 Iterations, restore Edge (typ opravy dat)

Meranie drsnosti povrchu

e Umiestnenie vzoriek do pracovného priestoru profilometru

e Nastavenie vysky objektivu, aby bola ciasto¢ne vidite'na vznikajuce intertferencia
e Spustenie meracieho cyklu

e Kontrola a filtrovanie dat

e Export ziskanych dat

Vysledky

Vysledky ziskané pomocou profilometru udavaji hodnotu drsnosti parametru Sa na plocha
2,2x1,6 mm. Na obrazku je zobrazend ukazka vytvoreného povrchu a ziskanych dat pomocou
profilometru.

Pouzité procesné parametre: Lp=400 W,Ss=850 mm/s, Hd=200 pm
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Obr. 1 Ukdzka ziskanych dat pomocou profilometru Bruker Contour GT-X8



